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測試名稱：TEM粒徑測試

廠牌：

序號：

測試結果與說明

一、 測試結果

1.1 微結構觀察結果，經電子顯微鏡觀看，發現該樣品以不對稱形型態分佈，有聚集情形。

見圖一~圖五。

2.1 經軟體分析得到該顆粒直徑大小約在 5.0. ±1.6nm見圖六與表一。

圖一、50K 影像

圖二、150K 影像
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圖三、150K 影像

圖四、300K 影像
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圖五、300K 影像

表一：奈米顆粒直徑表 單位：nm

Dist-1 4.3 Dist-11 4.9 Dist-21 3.3 Dist-31 4.8 Dist-41 5.6

Dist-2 4.8 Dist-12 4.5 Dist-22 4.5 Dist-32 7.2 Dist-42 2.9

Dist-3 7.7 Dist-13 6.3 Dist-23 4.6 Dist-33 4.5 Dist-43 3.3

Dist-4 5.7 Dist-14 4.6 Dist-24 6.2 Dist-34 5.4 Dist-44 8.0

Dist-5 4.0 Dist-15 5.0 Dist-25 4.3 Dist-35 2.5 Dist-45 3.0

Dist-6 3.8 Dist-16 4.5 Dist-26 6.3 Dist-36 3.9 Dist-46 5.6

Dist-7 4.5 Dist-17 4.5 Dist-27 4.7 Dist-37 11.7 Dist-47 6.3

Dist-8 6.9 Dist-18 3.6 Dist-28 5.0 Dist-38 5.7 Dist-48 7.4

Dist-9 4.2 Dist-19 3.8 Dist-29 5.2 Dist-39 3.6 Dist-49 3.6

Dist-10 4.5 Dist-20 5.7 Dist-30 7.2 Dist-40 5.0 Dist-50 5.6
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Average Size=5.0 ± 1.6 nm

Particles Size Distribution
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圖六、尺寸分佈長條圖

二、 測試說明   

1. 測試日期與地點

本測試委託日期作業係於民國 98年 4月 8日於新竹縣竹東鎮中興路四段 195號 67館奈米共

同實驗室執行。

   2. 取樣程序

將此樣品滴漏在 3mm 之含碳膜銅網上，藉以利用碳膜承載樣品。之後再經過電子防潮箱作

乾化處理，以清除剩餘水分便於上機觀察。

3. 測試方法

3.1本次量測係採用場發射穿透式電子顯微鏡量測方法。測試儀器為：FE-TEM，廠牌型號為：

JEOL JEM-2100F，加速電壓為 200kV。

3.2本測試之實施依據為 JEOL JEM-2100F尺寸量測標準作業說明書。

3.3量測值係根據一張影像，量測五十點、三種不同位置所計算出來之平均值。

3.4 本量測系統之不確定度評估步驟與細節請參閱本實驗室發行之「JEOL JEM-2100F 

FE-TEM 尺寸量測標準不確定度評估報告」。

4. 測試用儀器

本次測試所使用之量測儀器為JEOL JEM-2100F，財產編號為3100708004561556

5. 測試用標準件

5.1標準樣品材質皆為 Polystyrene Spheres 的標準粉體。

5.2標準樣品之規格說明如表二所示。

         

表二、標準樣品之規格說明

標準尺寸 粒徑範圍 材質

標準粉體 100nm 90-110nm Polystyrene Spheres
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5.3在進行 FE-TEM分析檢測前，場發射穿透式電子顯微鏡倍率先經過標準樣品之校正。

6.標準可追溯性之證明

本標準樣品是經過美國國家度量衡標準局(NIST)所認可之可追溯長度單位校正用之標準樣

品。

7. 環境條件

本測試作業於環境溫度：(20.0  1)℃及相對濕度：(50 ± 10) %.之環境溫條件下進行。

8.相對擴充不確定度

8.1 擴充不確定度係依據 22-NCL-RP-02 V1.0尺寸量測系統評估報告進行評估。

8.2報告中之量測值的擴充不確定度，僅為本實驗室量測顧客之送測件所估算之不確定度。

9.服務件特性與狀況

9.1 樣品名稱:矽世代奈米黏土
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